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摘要(译)

一种修复在制造液晶显示器中应用的缺陷的方法，其中液晶显示器包括
由与多条数据线交叉的多条扫描线形成的像素阵列。该过程包括以下步
骤：提供位于像素阵列一侧的基本修复线，焊接缺陷数据线的第一交叉
点和基本修复线以及与缺陷数据线相邻的正常数据线的第二交叉点并且
通过第一激光实现电连接的基本修复线，并通过第二激光切割基本修复
线的第一断点和第二断点以实现断路，其中第一和第二交叉点位于两个
由第一和第二交叉点分别构成的线段的边。
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